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1. はじめに 

近年，テラヘルツ波帯での非接触・非破壊なイ

メージングの研究開発が盛んに行われており文

化財や外壁タイル，危険物持ち込みの診断に利用

されている．  

本稿では，コリメート化されたテラヘルツ波の

時間パルス信号を材料に照射して反射特性を測

定するテラヘルツ時間領域分光法(THz-TDS)測

定装置を用いて，積層構造を持つ誘電体基板の反

射特性を測定した結果について報告する[1]． 

2. 実験系概要 

本実験系の外観を図 1 に示す．コリメート化

されたテラヘルツ波を平板である被測定物の中

心に照射し，受信機で反射信号の時間波形を取得

する．照射したテラヘルツ波のコリメートビーム

径は約 12mmである．本測定では金属板とプリン

トアンテナ用の誘電体基板(Rogers:RO4533)につ

いて測定を行った． 

誘電体基板側面の積層構造を観測した結果を

図 2 に示す．誘電体基板の厚さは 1.6mm であり

内部に 6 層の積層構造が確認できる．誘電体基板

の比誘電率は 3.3@10GHzである．  

3. 実験結果 

図 3 に背面に金属板を配置した誘電体基板か

らの反射信号の受信時間波形を示す．金属板によ

る大きな反射が生じるため，材料の裏面端の位置

を確認できる．受信パルス中の表面パルスと背面

パルスの時間差及び幾何学的に求めた誘電体内

の伝搬距離から算出した比誘電率は誘電体基板

で 2.71 となる．また観測した誘電体基板各層の

厚さから誘電体基板内の各層ごとのパルス時間

差を算出し図中に点で示すと，測定より得られた

時間信号波形の各パルスと一致する． 
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図 1 測定系外観 

図 2 誘電体基板層構造 

図 3 背面金属誘電体基板時間波形  
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